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Menetelmd vapaan lankapituuden mittaamiseksi MIG/MAG-hitsauksessa.-
Férfarande f3r mdtning av den fria tradldngden vid MIG/MAG-svetsning

(57)Tiivistelms

Esilld olevan keksinndn kohteena on menetelmi vapaan lankapi-
tuuden (lo) mittaamiseksi kuumakaari- tai lyhytkaari-MIG/MAG-
hitsauksessa kdytt&imdlld hyviksi virran ja jédnnitteen tyypil-
listd kdyttiytymisti pisaraoikosulkutilanteessa, jossa jlnni-
te kohoaa eri tavalla riippuen vapaasta lankapituudesta (10).
Ilmidts voidaan kdytti4 vapaan lankapituuden (10) mittauk-
seen.

(57)Sammandrag

Foremdlet f8r féreliggande uppfinning &r, ett férfarande for
mitning av den fria tradlingden (lo) vid varmbigs- eller kort-
b&gs-MIG/MAG-svetsning genom att utnyttja strSmmens och
spidnningens typiska beteende vid droppkortslutningssituationen,
vid vilken spédnningen stiger pd olika sitt beroende av den

fria tradl&ngden (lo). Fireteelsen kan anvindas fér midtning

av den fria trddlingden (10).
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Menetelmd vapaan lankapituuden mittaamiseksi MIG/MAG~hit-

sauksessa

Esilld olevan keksinn&n kohteena on menetelmd vapaan lankapi-
tuuden mittaamiseksi lyhytkaari-MIG/MAG-hitsauksessa kdyttdmil-
14 hyvdksi virran ja jédnnitteen tyypillistd kdyttdytymistd
pisaraoikosulkutilanteessa.

Ennestddn on tunnettua kdyttdd valokaaren jdnnitteestd ja vir-
rasta saatua tietoa hitsauspolttimen aseman mittaukseen. Sak-
salaisessa hakemusjulkaisussa DE-0S 2 611 377 on esitetty mene-
telmd, jossa hitsauspolttimen korkeutta mitataan ja sidddetdidn
mittaamalla hitsausvirtaa. Menetelmdssd mitataan kokonaisvir-
ta. Menetelmdn heikkoutena on virran riippuvuus langansydttd-

nopeudesta.

US-patenttijulkaisu 4 169 224 kuvailee menetelmdi, jossa valo-
kaarta verrataan sdhk8iseen analogiaan. T&dstd johtuen laitteen

kdyttd rajoittuu etupdédssd kuumakaarialueelle.

US-patenttijulkaisussa 4 302 655 mitataan hitsauspolttimen ase-
maa poikkeuttamalla poltin kohtisuoraan kuljetussuuntaa vastaan

ja mittaamalla hitsausvirran vaihtelua.

MIiIG—-hitsauksen onnistumisen kannalta on oleellista ettd ns.

vapai tankapituus (1 on halutun suuruinen. K&sin tapahtuvassa

o
hitsauksessa hitsaaja huolehtii visuaalisen havainnon perus-
teella sopivan vapaan lankapituuden sdilymisestd. Mekanisoi-

dussa automaattisessa hitsauksessa asianlaita on toisin.

Siind hitsattavien kappaleiden mittatoleranssit ja epédtasai-
suucet voivat aiheuttaa sen, ettd ennakolta mddrdtyllid tavalla
ohjattu virtasuutin ei pysy kaikissa kxchdissa oikealla etdisyy-

delld hitsattavasta kappaleesta.
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Keksinndn kohteena oleva menetelmi poistaa mainittujen tun-
nettujen menetelmien haitat mittaamalla jdnnitteen ja/tai
virran muuttumista pisaraoikosulun aikana eli ensimmiisen
ajankohdan t1, jolloin jénnite on minimissdin ja virta alkaa
nousta ja toisen ajankohdan t2, jolloin sek3d jinnite etti

virta ovat maksimissaan, vidlilli.

Keksinttd selitetdin seuraavassa lihemmin viitaten kuvioihin
1 ja 2.

Kuvio 1 esittdd kdyttdtilannetta.
Kuvio 2A esittdd jédnnitteen aikariippuvuutta ja

kuvio 2B esittdd virran aikariippuvuutta.

Kuviossa 1 on esitetty virtasuutin 4, lisdainelanka 5 ja

tySkappale 6, sekd vapaa lankapituus 10.

Jannitteen kdyttdytyminen aikavdlilli t1—t2 ndyttdd havainto-
jen mukaan riippuvan vapaasta lankapituudesta lO kuvan 2a
esittdmdlld tavalla siten, ettd kdyrd 1 vastaa lyhyttd, kdyra
2 keskipitk&d ja kdyrd 3 pitk#id vapaata lankaa.

Ilmidn on todettu olevan niin voimakas ja sd@&nnbllinen, etti

sitd voidaan kdyttdd vapaan lankapituuden mittaukseen.

Tdlldin voidaan ajatella jidnnitteen mittausta ndytteenoton
muodossa mddrdtylld hetkellid aikavdlilli t1—t2 tai keskimidi-
rdisen j&nnitteen mittausta mainitulla aikavalilli tai jan-

nitteeseen nousunopeuden mittausta mainitulla aikavalilli.

Jdnnitteen sijasta voidaan mitata laitteeseen sybtetyn s&dhkén
teho (hetkellinen teho, keskimddrdinen teho tai tehon nousu-

nopeus) mainitulla aikavililli t1-t2.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelmd vapaan lankapituuden (10) mittaamiseksi kuuma-
kaari- tai lyhytkaari-MIG/MAG-hitsauksessa, jossa kdytetddn
hyvdksi virran ja jdnnitteen tyypillistd kdyttdytymistd MIG/
MAG-hitsauksen pisaraoikosulkutilanteessa, t unn e t t u
siitd, ettid mitataan jdnnitteen ja/tai virran muuttumista
pisaraoikosulun aikana eli ensimmdisen ajankohdan (t1), jol-
loin jdnnite on minimiss&ddn ja virta alkaa nousta ja toisen
ajankohdan (t2), jolloin sekd jdnnite ettd virta ovat maksi-

missaan, vdlilld.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t unne t -
t u siitd, ettd hitsaus tapahtuu pddasiassa kuumakaarialu-
eella ja olosuhteita muutetaan lyhytaikaisesti siten, ettd

toiminta mittauksen ajan tapahtuu lyhytkaarialueella.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd, t un -
nettu siitid, ettd mitataan jadnnitteen ja/tai virran het-

kellisarvo tiettynd ajankohtana mainitulla aikavdlilla (t1—t2).

4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd, t un -
nettu siitd, ettd mitataan keskimddrdinen jédnnite ja/tai

virta mainitulla aikavdlillid (t1—t2).

5. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd, t un -
nettu siitd, ettd mitataan jdnnitteen ja/tai virran nou-

sunopeus mainitulla aikavdlillad (t1—t2).

6. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd, t un -
nettu siitd, ettd mitataan valokaareen hetkellisesti
sybtetty sdhkdteho tiettynd ajankohtana mainitulla aikavi-
1illa (t1—t2).

7. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelm&, t u n -
nettu siitd, ettd mitataan keskimddrdinen valokaareen

syotetty teho mainitulla aikavdlilla (t1—t2).
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8. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd, t u n -
nettu siitd, ettd mitataan tehon nousunopeus mainitulla
aikavdlilli (t1—t2).

Patentkrav

1. Férfarande for médtning av den fria tradlidngden (lo) vid
varmbags- eller kortbdgs-MIG/MAG-svetsning, vid vilket str&m-
mens eller spdnningens typiska beteende vid MIG/MAG-svets-
ningens droppkortslutningssituation utnyttjas, k & n n e -

t ecknat av att spdnningens och/eller strémmens f&r-
dndring under droppkortslutningen mits, d.v.s. mellan en
férsta tidpunkt (t1), da spdnningen 4r vid sitt minimum och
strommen bdrjar stiga, och en andra tidpunkt (tz), da bade

spdnningen och strdmmen &r vid sina maximum.

2. Forfarande enligt patentkravet 1, k 4 nneteck -

n at av att svetsningen sker i huvudsak p& varmb&gsomradet
och fdrhdllandena &ndras kortvarigt si att funktionen under
ndtningen sker pa kortbidgsomridet.

3. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k 4 n n e -
tecknat av att spdnningens och/eller strdmmens mo-
mentanvdrde mdts vid en bestdmd tidpunkt inom nidmnda tids-

intervall (t1—t2).

4. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k 4 nn e -
t ec knat av att spdnningens och/eller strmmens medel-

vdrde mdts inom nidmnda tidsintervall (t1-t2).

5. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k 4 n n e -
tecknat av att spdnningens och/eller strémmens stia-

hastighet md&ts inom ndmnda tidsintervall (t1—t2).

6. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k & nn e -
tecknat av att den i ljusbdgen momentant matade el-
effekten mdts vid en bestdmd tidpunkt inom nidmnda tids-

intervall (t1—t2).
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7. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, kd&nne -
tecknat av att den i ljusbigen matade medeleffekten
mits inom ndmnda tidsintervall (t1-t2).

8. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, kdnne -

tecknat avatteffektens stichastighet mits inom nimnda
tidsintervall (t1—t2).

Viitejulkaisuja:-Anfdrda publikationer
Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: USA(US) 4 201 906 (B 23 K 9/10).
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